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電界放射顕微鏡(Field Emission Microscope:FEM)により、タングステン陰極上に様々な有機低分

子を吸着させた、特徴的な電子放出パターンが蛍光スクリーンに投影されることを、E.W.Muller

によって初めて発見・報告されて以来、様々な分子に対して研究がなされているが、この有機分

子を介した電子放出の実験的理解は不十分である[1]。 我々はこれまでにタングステン陰極上に

様々な有機低分子を吸着させることで、超原子分子軌道(SAMO)が由来と推測される円形、双葉

状、四葉状等の対称性の良い特徴的な FEMパターンを観察して

きたが、未だその物理的機構は解明されていない[2]。本研究で

は C60の蒸着下地としてタングステンより電界放射が安定なタン

グステンカーバイドを用いた際の電子放出特性の計測を行い、特

徴的な FEMパターンを得たので報告する。 

 作製過程として、直径 0.10 mmの多結晶Wワイヤを

電解研磨することで、W針を作製した。その後アモル

ファスカーボンをアーク蒸着法により 20 nm

程度蒸着し、超高真空内における電子衝撃加

熱を行うことで、W carbide とした。過去に報

告されているW carbideの特徴的な FEMパタ

ーンと同様のものが得られており[3]、このパ

ターンを確認したものに C60を蒸着した。蒸

着後の FEMパターンを Fig.1に示す。 

その後、電子放出特性の計測を行った。 

IV 計測によって得られたW carbideと

C60/W carbideの FN プロットを Fig.2に示す。C60を蒸着したものは計測途中で傾きが減少し、電

流放出量が増加していることを示している。この原因として SAMO との共鳴トンネル現象や、

蒸着した C60への電界集中などが考えられる。発表では C60/W carbideの電界放出エネルギー分析

結果を含めて議論を行う。 
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Fig.2 FN plot of the W carbide and C60/W carbide  

Fig.1 FEM pattern of C60/W carbide 
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